ELV-IC-Tester

Der ELV-IC-Tester ermoglicht den logischen Funktionstest fast aller
CMOS- und TTL-Standard-Bauteile, die in einem bis zu 20poligen DIL-
Gehdiuse untergebracht sind. Der 1C-Tester ist als Einsteckkarte fiir den
IBM-PC-XT/AT und Kompatible konzipiert. Auflerdem wird in diesem
Artikel das Serviceprogramm vorgestellt, um die iiber 500 in Frage kom-
menden Standardbauteile iiberpriifen zu konnen.

Allgemeines

Oft besteht der Wunsch, neue sowie ge-
brauchte und ausgeldtete Standard-ICs auf
ihre Funktionsfihigkeit hin zu tiberpriifen.
Dieses ist bei einfachen Gatterschaltungen
noch ohne groBen Aufwand moglich. So-
bald aber die Funktionsweise des zu iiber-
priffenden ICs komplexer wird, ist das
Uberpriifen dieser Schaltung mit einfachen
Mitteln wie Schalter und Leuchtdioden nicht
mehr ohne betrichtlichen Aufwand durch-
zufithren. In solchen Fillen mufl man ent-
weder das betreffende IC aussortieren oder
darauf hoffen, daB der Baustein funktions-
fihig ist. Dies kann evtl. beim Einsatz in
einem Mikrocomputersystem unangenehme
Folgen nach sich ziehen.

Um eine moglichst schnelle und einfache
Uberpriifung der Funktionsweise dieser
Standardbauteile zu gewihrleisten, wurde

. der ELV-IC-Tester entwickelt. Es kénnen

fast alle Bausteine der Standard-TTL- und
CMOS-Reihe mit einem bis zu 20poligen
Dual-Inline-Geh#use getestet werden. Bei
der Uberpriifung von 10, 14, 16 und 18poli-
gen ICs wird ebenfalls die 20polige Testfas-
sung benutzt. Hierbei werden alle ICs in
gleicher Richtung und biindig mit Pin 10 von
der 20poligen Textool-Fassung eingesetzt.
Die iibrigen Pins der Testfassung bleiben in
diesem Fall ungenutzt. Natiirlich eignet sich
das System auch fiir die artverwandten LS-,
HC- und HCT-Familien. Ausgenommen
wurden bei dem vorliegenden System nur
die spannungsgesteuerten Oszillatoren und
PLL-Bausteine z. B. CD 4046, 74624 . . ., die
den Aufwand bei dem vorliegenden Gerit
extrem erhoht hitten, da diese Bausteine
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mehrere Versorgungsspannungen und Ana-
logeingangssignale bendtigen. Fiir  die
Uberpriifung von monostabilen Kippstufen
ist eine spezielle Ansteuerschaltung ent-
wickelt worden. Diese legt die erforderlichen
Widerstinde und Kondensatoren fiir die
Zeitkonstanten an die dafiir vorgesehenen
Pins. Der IC-Tester priift in vollem Umfang
das logische Verhalten der zu testenden Bau-
steine.

Bei den verschiedenen I1Cs kénnen die An-
schluBpins unterschiedliche Bedeutung ha-
ben:

— Spannungsversorgung +5 V

— Spannungsversorgung Masse

- logischer Ausgang ,H* oder ,L*
- Open-Collector-Ausgang

— Tristate-Ausgang

- Daten- oder Steuereingang.

Diese Zustinde konnen mit Hilfe der vorlie-
genden Schaltung simuliert werden. Das Su-
chen nach einem bestimmten IC wurde in
der Software nicht beriicksichtigt, da die
Spannungsversorgung bei gleichem Gehiu-
se an verschiedenen Pins anliegen kann. Die-
ses konnte beim Suchvorgang ein intaktes
IC beim Anlegen der ,falschen® Versor-
gungsspannung zerstoren.

Testfassung

foWeVoNoXoWoNol

OO OOT

0] [K[E

Einzelbit-
steuerung

5V Strom-
begrenzung

il

Zeitkonstante

I

Belastung fir

fir monostabile o. Kollektor
Kippstufen und Tristate
Ausgange

AdrefBdecoder und Datenpuffer

Blockschaltbild des ELV-1C-Testers

PC-BUS




Tabelle 1: Anschluff der Erweiterungs-

steckpliitze beim IBM-PC

Signalname

Stiftbezeichnung

GND
Reset
5V
IRQ2
-5V
DREQ2
-12v
reserviert
“2v
GND
MEMW
MEMR
iowt
TORC
DACK3
DREQ3
DATKT
DREQ1
DACTKD
LK
RO.7
IRQ6
IRQS
RO
IRO3
DATK?

GND

Leiferbahnseite

estlckungsseite |

B01
B02
BO3
BO4L
BOS
806
BO7
B08
B09
810

Bn

B12
813

B4
B15

B16

B17

B18

B19

B20
B21
B22
B23
B24
B2S
B26
B27
B28
B29
B30
B31

Gehauseruckwand des PC
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Bild 1: Teilschaltbild des Adref3-Decoders des ELV-IC-Testers

Zur Schaltung

Die Schaltung des ELV-IC-Testers besteht
aus 2 Teilen. Bild 1 zeigt den kompletten
Adrefdecoder und Bild 2 die einzelnen Stu-
fen fiir die Ansteuerung des zu iiberpriifen-
den ICs. Der Adrefidecoder hat im wesent-
lichen 2 Aufgaben. Zum einen miissen die 8
Datenleitungen gepuffert, und zum anderen
die unten beschriebenen Speicher und Puffer
selektiert bzw. angesteuert werden.

Die Datenpufferung tibernimmt der bidirek-
tionale Bustreiber IC 11 vom Typ 741.5245.
Die Datenrichtungsumschaltung erfolgt
durch die I/O-Leseleitung IOR. Freigegeben
wird der Treiber durch den AdreBdecoder
IC 15 vom Typ 74LS688.

Der ELV-IC-Tester benétigt einen zusam-
menhidngenden [/O-Adrebereich von 16
Byte. Die einzelnen Adressen werden durch
A 0 bis A 3selektiert. Die Grobadressierung
erfolgt durch die Adressen A 4 bis A 9, die
dem Vergleicher IC 15 zugefiihrt werden.
Der GrobadreBbereich kann durch die
Briicken Br 1 bis Br 6 eingestellt werden.
Wird die eingestellte Grobadresse vom
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Steuerprozessor angesprochen, so erscheint
am Ausgang des 8-Bit-Vergleichers IC 15
(Pin 19) ein ,,L“-Pegel. In Abhingigkeit von
A2 und A 3 des PC-Busses wechselt dann
einer der 4 Ausginge von IC 14 B QO bis
Q 3auf ,L“-Pegel. Q0 und Q1 steuern direkt
die beiden in der Schaltung integrierten Bau-
steine IC 1, 2 an. Q2 gibt in Verbindung mit
der I/O-Schreibleitung IOW iiber das Oder-
Gatter IC 13 C einen Ausgang von IC 14 A
(74L.5139) frei. Der Pegel von Q0, Q1 oder
Q2wechselt entsprechend der Kombination
von AOund A 1. Die Adressen A 0 und A 1
werden iiber die Oder-Gatter IC 13 A, B ge-
puffert. Die Reset-Steuerleitung DRV ge-
langt invertiert iiber IC 12 A auf die Eingéin-
ge M 1von IC 1, 2. Mit Hilfe der NAND-
Gatter IC 12 B, C wird aus den I/O-Schreib-
und Leseleitungen IOR und IOW das 1/0-
Zugriffssignal IORQerzeugt.

Der komplette IC-Tester besteht aus mehre-
ren logisch trennbaren Einheiten. Diese
sind:

- Spannungsversorgung fiir das zu iiber-
priifende IC
- Vorgabe der logischen Zustinde

- RC-Kombination fir monostabile Kipp-
stufen

- Belastungsschaltung fiir die Treiberaus-
ginge.

Die positive Spannungsversorgung fiir die
zu iiberpriifenden ICs wird iiber den Deco-
der IC 4 (74L.S138), R 29 bis R 40 und T 5 bis
T 10 auf die jeweils dazugehorigen Pins der
Textool-Fassung gegeben. Ist eine der 6 Ver-
sorgungsspannungsleitungen fiir das zu te-
stende IC geschaltet, aktiviert eine der Dio-
den D 1 bis D 6 iiber R 41 bis R43und T 11
die rote Leuchtdiode neben der Textool-Fas-
sung. Solange diese Leuchtdiode geschaltet
ist, sollte das zu testende IC weder entnom-
men noch eingesteckt werden, um Zersto-
rungen zu vermeiden, die dann durch die un-

‘regelmifige Spannungsfithrung entstehen

koénnten. Die positive Versorgungsspannung
(+ 5 V1) wird tiber den Spannungsregler IC 3
(78L05) bereitgestellt. Diese MaBnahme
wurde getroffen, um bei einem evtl. Kurz-
schluf} des zu iiberpriifenden ICs nicht die
interne 5 V-Spannungsversorgung des Com-

‘puters zusammenbrechen zu lassen. Das

konnte unabsehbare Folgen fiir das Netztteil
des PCs haben. Der Spannungsregler IC 3
begrenzt somit den maximal flieBenden
KurzschluBstrom auf ca. 100 mA. Die nega-
tive Versorgungsspannung, also Masse fiir
das zu testende IC, wird iiber einen der 4
Transistoren T 1 bis T 4 auf den dazugehori-
gen Pin der Testfassung geschaltet.

Die beiden Bausteine IC 1 und IC 2 vom Typ
Z 80 - PIO stellen das Herzstiick der Schal-
tung dar. Diese eigentlich zur Z 80-Familie
gehorenden Bausteihe haben den groBen
Vorteil, daB die I/0O-Leitungen bitweise als
Ein- oder Ausginge geschaltet werden kon-
nen. Dadurch ist es méglich, z. B. Pin 1 der
Textool-Fassung als Eingang und Pin 2 als
Ausgang usw. zu schalten, was auch sehr oft
bendtigt wird. Die Strombegrenzungswider-
stinde R 1 bis R 20 sind zum Schutz der PI1O-
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e Ansteuerung der zu priifenden ICs des ELV-IC-Testers
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Bausteine bei einem etwaigen Kurzschluf}
des zu testenden ICs vorgesehen.

Zum Test von monostabilen Kippstufen
koénnen die verschiedenen RC-Kombinatio-
nen mit Hilfe der Analogschaltung IC 5 bis 7
(CD 4051) auf die zugehorigen Pins des zu
testenden monostabilen Bausteins geschal-
tet werden. Die Werte fiir C 3 und R 47, die
die Zeitkonstante festlegen, wurden so ge-
wihlt, daf} alle Bausteine damit tiberpriift
werden konnen. Mit der Steuerleitung INH,
die jeweils an Pin 6 der 3 ICs angeschlossen
ist, kann die RC-Kombination zugeschaltet
werden. Mit den 3 Auswahlleitungen an Pin
9, 10 und 11 wird eine der 7 Schaltungsarten
fiir die RC-Kombination ausgewéhlt.

Bei der Uberpriifung von Open-Collector-
und Tristate-Ausgédngen ist es erforderlich,
diese mit einem hochohmigen Widerstand
zu belasten. Dabei werden die Ausgénge der
Zwischenspeicher IC 8 bis 10 iiber den Aus-
gangs-Freigabe-Eingang Pin 1 (OE) gesteu-
ert. Ist diese Steuerleitung auf ,,L“-Pegel, so
sind die 20 Ausgidnge von IC 8 bis IC 10 je
nach vorher geladenem Datenwort auf , H*-
oder ,,L“-Pegel. Dieser logische Pegel wird
iiber die Belastungswiderstainde R 49 bis
R 68 auf die dazugehorigen Pins der Testfas-
sung gegeben. Die Reaktion des zu testenden
ICs wird dann iiber R 1 bis R 20 an den Ein-
giangen der beiden PIO-Bausteinen abge-
fragt.

Die Anwendersoftware

Die umfangreiche Anwendersoftware be-
steht aus mehreren Dateien und wird auf
einer 5Y,“ 360 K Standard-Diskette geliefert.
Unter anderem befindet sich auf dieser Dis-
kette eine Datei mit dem Namen ,READ.
ME¥, die eine komplette Beschreibung der
Programme und die einer Installation auf
einer ggf. vorhandenen Festplatte erldutert.
Diese Datei kann entweder mit ,,TYPE
READ.ME* auf den Bildschirm geschrieben
werden oder iiber ,COPY READ.ME
LPT I:“ auf dem Drucker ausgegeben wer-
den. Die komplette Testsoftware ist mentige-
fithrt und damit sehr einfach zu handhaben.
Zum Starten dieser Software muf} ,JICTEST*
und ,Return® eingegeben werden. Alles wei-
tere ist dann selbsterklirend. Durch Driicken
der Taste F 1 kann jederzeit eine Hilfemel-
dung angefordert werden. Die Software ist
auf allen Standardkarten wie z. B. Mono-
chrom, Herkules oder EGA lauffihig. Beim
Start des Programms sucht sich die Software
automatisch die installierte Karte heraus.
Die 1/0-Basisadresse fiir den IC-Tester liegt
standardmiBig bei 300 H. Soll die Karte in
einem anderen Bereich angesprochen wer-
den, so ist das Programm mit ,JCTEST
Adresse“ und ,Return“ aufzurufen. Die
Adresse ist hier immer in hexadezimaler
Form einzugeben. Das gesamte Software-
paket verfiigt tiber die Moglichkeit, iiber 500
verschiedene IC-Typen auszuwihlen und zu

testen. Ferner konnen auch noch bisher.

nicht erfafite ICs zum Testen eingegeben
werden. Dazu ist in dem File ,READ.ME®
eine genaue Anleitung gegeben. Die Softwa-
re funktioniert auch ohne angeschlossene
Hardware. In diesem Fall kann das Soft-
warepaket als Nachschlagewerk fiir die IC-
Anschliisse dienen, da zu jedem IC, das gete-
stet werden kann, auch ein Anschlufibild auf
den Bildschirm erscheint.
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platine

Ansicht der fertig aufgebauten Basisplatine des ELV-1C-Testers mit daran angeschlossener Testsockel-

Zum Nachbau

Der komplette ELV-IC-Tester besteht aus 2
Platinen, die iiber ein 25poliges Flachband-
kabel und Steckverbinder gekoppelt sind.
Der Hauptteil der Schaltung ist auf einer 235
x 110 mm grofien doppelseitig durchkontak-
tierten Leiterplatte untergebracht. An der
Busriickwand dieser Platine befindet sich
eine 25polige Submin D Printbuchse, die zur
Verbindung mit der 46 x 24 mm grof3en Pla-
tine zur Aufnahme des Textool-Sockels
dient.

Die Bestiickung der Platine wird in gewohn-
ter Weise vorgenommen. Zunéchst sind die
passiven und anschlieBend die aktiven Bau-
elemente anhand der Bestiickungspldne auf
die Platinen zu setzen und zu verloten. Da
simtliche Bauelemente auf den beiden Plati-
nen untergebracht sind, ist der Aufbau recht
einfach durchzufiihren. Es ist darauf zu ach-
ten, dal} die Bauteile moglichst niedrig auf
die Platine gesetzt werden, um eine spitere
Berithrung mit der im nidchsten Slot
steckenden Platine zu vermeiden. Auf der
kleinen Platine befinden sich lediglich 3 Bau-
teile. Dieses sind St 1, Bu 1 und die Leucht-

9O

Ansicht von oben
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Ansicht seitlich

Bild 3: Aufbauskizze der Flachband-Verbin-
dungsleitung

diode D 7 Wegen der kleinen Abmessung
dieser Platine wurde auf ein Gehiuse dafiir
verzichtet.

Als letzter Arbeitsschritt muf} die Verbin-
dung der beiden Platinen mit dem 25poligen
Flachbandkabel hergestellt werden. Dazu
sind der 25polige Submin D-Stecker mit
Flachbandkabelanschlufl und der 26polige
doppelreihige Pfostenfeldsteckverbinder mit -
Flachbandkabelanschlufl an das Kabel an-
zuquetschen (Bild 3).

In der Gehdusertickwand des Rechners wird
ein Abdeckstreifen an der Stelle entfernt, an
der die Hauptplatine des ELV-IC-Testers
eingesteckt werden soll. Die Bearbeitung
dieses Abdeckstreifens wird entsprechend
der Abbildung 4 vorgenommen, wobei die
Schnittkanten sorgfiltig zu entgraten sind.
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Bild 4: Mafskizze des Abdeckstreifens fiir die
Gehduseriickwand des Rechners

Bevor der ELV-IC-Tester seiner Bestim-
mung iibergeben werden kann, miissen noch
die Briicken fiir die 1/0-Ansprechadresse
eingelotet werden. Eine nidhere Beschrei-
bung der noch zur Verfiigung stehenden 1/0-
AdreBbereiche finden Sie in Tabelle II.

Zur Erlduterung der Einstellung des 1/0-
AdreB3decoders, bestehend aus Br 1 bis Br 6
wollen wir die Adresse 300 H als Basisadres-
se fiir den ELV-IC-Tester vorsehen. Da das
System einen durchgingigen [/O-Adref3be-
reich von 16 Byte benétigt, mufl nur einmal
die 1/0-Basisadresse decodiert werden. Die
Basisadresse mufl immer eine durch 16 teil-
bare ganze Zahl sein. Daraus ergibt sich fiir
die letzte Stelle der Adresse eine 0. Die erste
Ziffer der [/O-Adresse kann maximal eine 3
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Tabelle 2: Der E/A-Adrefibereich des
IBM-PC

E/A-Adresse | Funktion

0004..00Fy DMA-Controller (8237A-5)
0204..021 4 Interrupt-Controller (8259-5)
0404..0434 Zeitgeber/Zihler (8253-5)
0604..0634 Systemregister (8255A-5)
0804..083y DMA-Seitenregister

(74 LS 670)

0AO0u..0BFy | NMI-Interrupt-Register
0C0u..0FFy Reserviert

1004..1FFy Frontplattencontroller
2004..20F Fiir Computerspiele

(Game Port)
2101..217x Erweiterungseinheit
220y..24Fy Reserviert
278n..27Fu Zweiter Drucker
2F8u..2FFy Zweite serielle Schnittstelle
3004..31Fy Prototypkarte
3204..32Fu Festplatten-Controller
378u..37Fu Druckerschnittstelle (parallel)

3804..38Fu SDLC-Schnittstelle
3A04..3AFu | Reserviert

3B0u..3BFu Monochromadapter und
Drucker

3C0y..3CFn Reserviert

3D0y..3DFy | Farbgrafikkarte
3EOu..3E7u Reserviert

3F0y..3F 7y Floppy-Controller

3F8u..3FFy Serielle Schnittstelle

sein, da der 16 Bit I/O-Adreiraum des IBM-
PC nur mit 10 Bit, d. h. maximal 400 H de-
codiert ist. Diese 3 wird bindr mit den
Briicken Br 5 und Br 6 eingestellt. Die zweite
Ziffer, die einen Wert von O bis F haben
kann, wird binir iiber Br 1 bis Br 4 einge-
stellt. In unserem Beispiel fiir die 1/O-Basis-
adresse 300 H miissen also die Briicken Br 1

bis Br 4 mit einer Drahtbriicke geschlossen -

sein und die Briicken Br 5 und Br 6 bleiben
offen. Tabelle 11T zeigt die Vergabe der 16
[/0-Adressen an die verschiedenen Bau-
steine.

Tabelle 111

Basls.—‘ 1/0-Baustein

adresse
+ 0 PIO I Port A Daten
54 PIO I Port B Daten
=+ 2 PIO 1 Port A Steuerung
3 PIO I Port B Steuerung
+ 4 PIO2 Port A Daten
.3 PIO2 Port B Daten
+16 PIO2 Port A Steuerung
+ 7 PIO2 Port B Steuerung
+ 8 Latch 0 Belastung Pin 1...8
G ) Latch 1 Belastung Pin 9...12
+ A Latch 2 Belastung Pin 13...20
== B
+.C
+ D
+ E
+ F

Ist der Aufbau noch einmal sorgfiltig tiber-
priift worden, steht der Anwendung dieses
universellen IC-Testers nichts mehr im
Wege.

Bedienung und Funktion

Nachdem die Einsteckkarte in den dafiir
vorgesehenen Slot des PC eingesteckt und
die kleine Platine mit dem Flachbandkabel
angeschlossen wurde, ist das Gehéduse des
PCs wieder zu schliefen. Sobald der Rech-
ner eingeschaltet und das Betriebssystem ge-
laden wurde, kann das Serviceprogramm
mit der Eingabe von ,ICTEST® und ,Re-
turn® geladen und gestartet werden. Die wei-
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() %) oben: Ansicht der fertig bestiickten Basisplatine
{80008 - des ELV-IC-Testers

links: Ansicht der Testsockelplatine
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links: Bestiickungsplan der Testsockelplatine
des ELV-IC-Testers

tere Steuerung des Betriebsablaufes iiber-
nimmt dann das Programm.

Die zu testenden ICs werden grundsétzlich
mit der Einkerbung zum Hebelarm der Tex-
tool-Fassung hin eingesteckt. Haben die zu
testenden ICs weniger Pins als 20, so werden
diese biindig wie in Bild 6 dargestellt in
Richtung Leuchtdiode eingesetzt.

o [¢) o
LED LED LED LED LED
Bild 6: Einsteckskizze fiir die Test-ICs in den

Sockel

Die zu testenden ICs sollten nur eingesetzt
bzw. herausgenommen werden, wenn die
Leuchtdiode erloschen ist, um eine Zersto-
rung dieses ICs zu vermeiden. Das Pro-
gramm gibt Auskunft tiber die Funktionsfa-
higkeit des zu testenden ICs. Sollten nur
Teile dieses ICs funktionieren, so wird dieses
mit der entsprechenden Meldung ausgege-
ben.

Die Software ist modular strukturiert auf-
gebaut. Das eigentliche Testprogramm ist
ein Interpreter, der sich die Daten der einzel-
nen ICs aus verschiedenen Datenfiles holt.
Neue ICs, die auf dem Markt erscheinen,
konnen somit auch nachgetragen werden.
Eine genaue Anleitung zu diesem Thema ist
in dem File ,READ.ME® ausfiihrlich ent-
halten. Um die Ladezeit von der Diskette
etwas zu verkiirzen, sollte das komplette
Programmpaket auf eine Festplatte iibertra-
gen und von dort aus gestartet werden.

Stiickliste: IC Priifgerat
Widerstinde
DAL % el nnialeds R 1-R 20, R 43
ATV o s v s s e R 21-R 42
10 e O <R - R 44-R 46, R 48,
R 69-R 75
2292 < 0 SO s IS R 49-R 68
AT £ gL R s S R 47
Kondensatoren
100:0F cisissonsissponhs C4-C 14
6B0ME svieviiin v s arwial ais daienarsise by e €3
TG RT3 27 TV R v e N Coi B Cl.C2
Halbleiter
Z B0-PIO: .o o omntorsiassiois s'n » IC1,IC2
CDAOSL e ssdanlsuleinss s IC 5-IC 7
FAES 0D = o S8 e st s T s e o IC I2
TALS32 75 is v s istldboie 550 5 0n IC 13
TALS138: ;s : 55 s wiemomwions s 55 5 4 s s IC 4
FALSVIGS e T e oot oe 0p3r o IC 14
TALS24S i 'ici55 soniswgisicn n s s 5% IC 11
TALS3T4 s i1 7% o wuaiession s IC 8-IC 10
TALSOBE: « . & ot heoiiolavadiin: d 50 a7 B IC 15
TELOY avsils s 5 5.5% sRgniaamsi s she s IC 3
BG5S . s cvs < romimusinare o3 5 TI1-T4
BELSE 0.0 e e e 3 T 5-T 11
INAIAR :ooiiasasompasanioss D 1-D 6
LED. 5 mm; rot. i s iesmoiens & aehies D7
Sonstiges
1 20poliger Textool-Sockel
| Pfostenverbinder, 2reihig, 26polig
1 Stiftleiste, 2reihig, 26polig
1 Sub-D-Stecker, 25polig, fiir Flachband-
kabel
1 Sub-D-Buchse, 25polig, Print
0,5 m 25polige Flachbandleitung, RM 1,27
1 Abdeckstreifen
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